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MOTIVATION KOMBINATION VON TWI UND MWL
Absolute Weglangeninformationen sind in der klassischen Wellenlangen:
Interferometrie aufgrund der 2m-Ambiguitat der Signale nur A, = 619 nm
begrenzt, z.B. durch Phasenentflechtung (unwrapping), A, = 638nm [ A= 4LHm A3 =633 nm
zuganglich. Die Mehrwellenlangeninterferometrie (MWLI) Shasendifferens &. zwischen
erweitert den Eindeutigkeitsbereich, womit fur die Tilted der gemessenen Phase und
Wave Interferometry absolute Formmessungen ermaoglicht der kalibrierten phase @ A;:
werden sollen. /;Aj__ \\ Kombination der gemessenen Phasendifferenzen
/ (b, — D)) fUhIrDthzur PhajedndiEelr%n_z zwisgtllen de@g
gemessenen ase un er kaliprierten ase
TILTED WAVE INTERFEROMETER (| .:;gfj i A innerhalb des skalierten Eindeutigkeitsbereichs:
IN FIZEAU-KONFIGURATION *a" )
Das Tilted Wave Interferometer (TWI) ist ein flexibles, | |
schnelles und flachenhaftes Messgerat fur Aspharen und ggf‘sg”mdégggig ‘IF’)zhg‘;‘gSS;‘g”
Freiformflachen. Das Herzstiick des Verfahrens ist ein 2D der Ea”brierten Phase @ A,

Punktlichtguellenarray, das die SUT In vier
zeltsequentiellen Schritten aus verschiedenen Richtungen
beleuchtet um die lokalen Gradienten des Priflings zu
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= Bestimmung der Offsets der Patches, welcher bisher

geschatzt wird

Aufbau des TWI in der Fizeau Konfiguration.

Das TWI in Fizeau-Konfiguration! kann herkbmmliche
Fizeau-Objektive verwenden, was den Aufbau stabiler Ergebnisse
macht. Zur Realisierung wurde ein neues

Beleuchtungsschema realisiert, das eine Abschattung der | | | | |
Referenz verhindert. Simulationen einer gestorten Asphare zeigen eine bessere

Konvergenz des zur Messauswertung gelosten inversen
Problems, wenn die Patchoffsets bekannt sind.
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Durch Kombination der Phasen zweler Wellenlangen A, A,
lasst sich die synthetische Wellenlange A definieren: Danksagung
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